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Ramcové téma prace ¢. 59: Mikroskopicka méreni vlastnosti nanostruk-
turnich kfremikovych tenkych vrstev

Typ prace: BP, VU

Mozné zaméieni: FE, FN, OF
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Pocet studentti: 1

Abstrakt: Kiemikové tenké vrstvy mohou mit velmi rozdilnou nanostrukturu, ktera ve
vysledku rozhoduje o aplikacich. Cilené vyuziti nanostruktur vyzaduje moznost mé-
feni elektronickych vlastnosti s odpovidajicim rozliSenim. BP bude zamétrena na
AFM v rtznych médech. Cilem préce je nalézt vhodné médy pro méfeni na smés-
nych kfemikovych vrstvach nebo na kiemikovych nanodratech.
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